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ElectriTap300-G

 Valor Banda
Frecuencia Resonante  300 kHz  +/- 100 kHz

Constante de fuerza  40 N/m   20 - 75 N/m
Longitud  125 μm  +/- 10 μm

Anchura media  30 μm  +/- 5 μm
Espesor  4 μm  +/- 1 μm

Altura de la punta  17 μm  +/- 2 μm
Deflexión de la punta  15 µm  +/- 5 μm

Radio de la punta < 25 nm
Rec. de reflexión conductor; Cromo / Platino de ambos lados

Ángulo del medio cono
20°-25° del eje del cantilever
25°-30° de ambos lados
10° de la punta

Resistencia en contacto 300 Ohm a la superficie de la capa fina de Pt

Código del Artículo Sondas Recubrimiento Precio
Tap300E-G-10  10 piezas Cromo / Platino $240

 50 piezas Cromo / Platino $1000

• Contacto intermitente y modos de 
 medidas eléctricas:
 - El Microscopio de Escaneo de Capacitancia (SCM)
 - El Microscopio de Fuerza Electrostática (EFM)
 - Kelvin probe Force Microscopy (KFM),
 - Litografía de la Microscopía de barrido   
• Sonda inclinada de silicio monolítico con
 punta simétrica; dimensiones del 
 portacantilever: 3.4 x 1.6 x 0.3 mm

• Recubrimiento conductor de  5 nm
  de cromo y de 25 nm de platino de 
  los dos lados del cantilever. Este 
  recubrimiento aumenta también la 
  reflexibilidad del láser del cantilever.
• Esta sonda utilisa la punta simétrica 
  con “un ángulo de barrido” para 
  proporcinar una representación más  
  clara de los detalles de más de 200 nmRanuras de Alineación•

Tap300E-G-50


